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A modified ac magnetic susceptibi1ity apparatus of a Hart-
shorn type mutua1 inductance bridge using in七egratedcir-
cuit opera七iona1amp1ifiers has been constructed for mea由
suring weak magnetism in degenerate magnetic semiconduc七or
at 10w temperatures. Ca1ibration of七hemutua1 inductance 
bridge units (BU・s) 七oemu's was made be10w 2 K using a 
paramagnetic Mohr's sa1t (Fe(NH4)2(S04)2・6H20) as a stan--
dard samp1e; 七heca1ibration ratio obtained is 1.5 x 10 ~ 
emu/Oe.BU. With this apparatus the七emperaturedependence 
of the ac magne七icsusceptibili七y (frequency 155 Hz and 
magnetic fie1d 8.3 Oe) was measured for Bridgman-grown 
Sn ， _~Mn~Te crysta1s (x=l， 3， and 5 at.も in七he七empera-
l.-X X 
ture range from 1.5 K 七o 20 K. The experimenta1 resu1七s
show七heexistence of two magnetic transition七emperatures
characteristic of "structura1七ransformation-inducedmag-






















2 Snl-x Mnx Te系




果 (AHE，局在スピンによるキャリアの非弾性散乱)が観測され，第 2の特徴的な温度TAHE( 5-
6 K )以上で消失し正常ホーノレ効果だ、けとなるtこれら二つの温度に対応して， ESRにおける線巾
及び比熱にも異常が観測された3ここで注目すべきことは，これらの異常を示すのは Zn蒸気中で
焼鈍した熱処理試料だけに昆られることである O 熱処理は試料のキャリア数を制御するために行っ
ており，これによりキャリア数 pは 4X 1020cm-3以下となるO とれらのことと， x線回折によるSn















逆の対称的な 2次コイルからなる試料測定用コイルMl' Fig. 1. Schema七icdiagra.m of 
可変相互インダクターM2及び可変抵抗Rによって構成さ a Har七shornもridge.
れる回路である O 測定の原理は，コイルMに試料を入れることによって相互誘導係数の変化が磁化
率に比例することを用いる O すなわち， (1)まず，試料をM1内に入れずにプリッジのパランスをMz
とRを調節してとるO その時のMzとRをそれぞれmo，Roとする o (2)次に，試料をM1内の一方の2次
コイル中央に入れ，バランスのずれを再びMzとRで調節し，それらの値をmxとRxとするo (3)その結果，
試料の交流磁化率，，'， ，"は，
，'oc(mx-mo)， ，"OC(Rx-Ro) (2) 
で与えられるO
実際に用いた回路は，可変相互インダクターMz，及び可変抵抗Rを電子回路(OPアンプ)で置き
換えた Brodbeckらの回路を用いた(Fig. 2 )9) 0 すなわち 1000目盛ダイヤル付き精密ポテンシ
ョメータ Rl，増幅器Al，移相器A4，固定インダクタ Tから構成される部分が，可変相互インダグ
ターM2に対応するO また ，A2，1000目盛ダイヤル付き精密ポテンショメータ R3aを中心とする差
動増幅部で可変抵抗Rの役割りを果たし，無試料パランス測定時のダイヤル値と試料挿入時の値の












Fig. 2. Circui七 diagramof a Har七shornbridge using OP amplifiers， based on 










I supply I 
Fig. 3. Block diagram of measurement 
system. 
試料測定用コイルの断面図を Fig.4に
示すo 1次側は 0.2mmφ2次測は 0.11mm 
φのポリウレタン被膜銅線を各10層， 6550 
















Fig. 4. Bakelite bobbin for primary and 








のステンレス管で支持した金属製ガイド及 Fig. 5. Cryostat for ac magnetic suscep-












酸第 1鉄アンモニウム， Fe(NH4)2(S04)2・6H20)を用いたO モール塩については， Sappら
により 21kOeのフアラデー法及び100eの弾道検流計法で 4.2K以下の低温での測定結果10)及び粉末
に対する次のような磁化率と温度の関係式11)が報告されているO

















• Hortshorn B叫 e





は彼らのデータとよく一致しているO そ Fig. 6. Temperature dependence of magne七ic
次のように検定を行ったO
ここで検定とは， Rlのダイヤル値(ブリッジ単位系〉
suscep七ibi1ityof a Mohr's sa1t; solid curve 





CCal=X ・m/Ddif C emu/Oe • Bridge Uni t) (4) 
となるO この装置系の検定は，磁化率が一定となる 2K 
以下で行ったO その結果，比例定数として
CCal = 1.51 x 10-5 C emu/Oe • Bridge Uni t) 
を得たO
5 SnトxMnxTe系の交流磁化率
Mni濃度x= 1， 3， 5 a七.%annealed Sn1-xMnxTe 
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Fig. 8. Inverse ac magnetic susceptibili七yplotted against tempera七urefor 





















Fig. 9. Inverse magnetic suscep-
七ibi工itymeasured at 5 kOe plotted 
against tempera七urefor Sn， __Mn Te 
ムー x x 
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